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При разработке и исследовании новых материалов и структур 

используются оптико-физические методы исследования. Исследование 

качества тонкоплёночных слоёв является одним из важнейших этапов для 

получения высококачественных и эффективных пленочных 

полупроводниковых структур.  

Поставленной задачей была разработка компьютерной программы в 

качестве быстрого, наглядного и простого метода для определения качества 

тонких плёнок.  

Разработана методика и приведены результаты исследований 

спектральных зависимостей и расчёта оптических параметров тонких плёнок. 

Коэффициент пропускания Т() рассчитывается по формуле (1) 
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где: I0 – интенсивность светового потока, прошедшего через образец; 

IT – интенсивность темневого тока, прошедшего через образец; 

IЭ – интенсивность светового потока, прошедшего через образец. 
 

Подсчитав значения коэффициента пропускания, программа  выводит 

график зависимостей Т(). На графике определяются минимальные и 

максимальные значения, используя метод «поиск с разведкой».  

Далее определяется толщина плёнки по формуле (2) 
 

2211

21










nn
d ,     (2) 

 

где: n1, n2 – коэффициенты преломления материалов; 

1, 2 – длина волны. 

Так же используя зависимость Т(λ), рассчитывается ширина 

запрещённой зоны Eg, с которой связана длина волны плёнки. 

Результаты выполняемых исследований обусловлены необходимостью 

быстрой обработки информации. Компьютерное исследование позволяет 

значительно экономить время исследования и расчета без существенных 

потерь в точности вычислений. 


